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Zatgcznik nr 5 do SWZ
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/222/009/D/223, ZP/49/WETI/23

Szczeqgotowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury badawczej w ramach funduszu rozwoju
dla Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe do siedziby zamawiajgcego: Politechnika
Gdanska, Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdansk, budynek WETI A (nr 41), pokdj 116.

Zamawiajacy podzielit przedmiot zamoéwienia na 4 czesci, dopuszczajgc mozliwosc
ztozenia oferty na wybrang czesc:

Czes¢ 1: Stacja ostrzowa.

Czes¢ 2: Cyfrowy refraktometr o wielu dtugosciach fali.

Czes¢ 3: Profilometr mechaniczny stykowy z oprzyrzgdowaniem.
Czes¢ 4: Modut multi switch.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolnie wybrane przez siebie czesci zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia w czesciach wiecej niz jednemu
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie okresla maksymalnej liczby czesci, na ktdre zamowienie
moze zostac udzielone temu samemu Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot zamodwienia w kazdej czesci postepowania byt
fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zaréwno pod wzgledem jakosci

wykonania, jak réwniez funkcjonalnosci, wolny od wad materiatowych i konstrukcyjnych,
bez wczesdniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw osoéb trzecich.

Zamawiajgcy bedzie badat zgodnos¢ wymaganych cech oferowanych urzadzen wytgcznie
w zakresie tych, ktore zostaty ujete w specyfikacji technicznej SWZ. Dla potrzeb badania
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentaciji techniczne;j.

Kody wg klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV):
Czes¢ 1: 31712100-1 maszyny i aparatura mikroelektroniczna.
Czes¢ 2: 38600000-1 przyrzady optyczne.

Czes¢ 3: 38600000-1 przyrzady optyczne.
Czes¢ 4: 31712100-1 maszyny i aparatura mikroelektroniczna.

Czes¢ 1: Stacja ostrzowa.

Stacja ostrzowa (ang. probe-station) — 1 sztuka
skfadajgca sie z nastepujgcych elementéw:

a) czesci pomiarowej zawierajgcej:
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o mikroskop optyczny

- umozliwiajgcy ruch w osi z,

- pozwalajgcy na obserwacje prébek za pomocg kamery i okularu,

- kompatybilny z systemem Windows 10,

- powiekszenie uwzgledniajgce zakres 20x - 100x,

- zawierajgcy oswietlenie,

o stolik na probki:

- umozliwiajgcy montaz probek o rozmiarze 10 mm x 10 mm x 1 mm,

¢ uchwytéw na sondy pomiarowe,

e cztery sondy pomiarowe:

-z mozliwoscig regulacji w osi x,y,z

- wyprowadzenia przewodow typu BNC albo Triax,

- pozwalajgce na montaz igiet pomiarowych wolframowych o $rednicy ostrza
przynajmniej do 15 mikrometréw,

e system pozwalajgcy na pomiary zarowno |-V oraz C-V:

- umozliwiajgcy podtgczenia do miernika Keithley 4200A-SCS, wyposazonego w dwie
karty SMU do pomiardow |-V oraz C-V, przez specjalizowany przetacznik Keithley
4200A-CVIV |-V/C-V MULTI-SWITCH MODULE, dedykowany dla wymienionego
przyrzadu,

- posiadajgca ztgcza do podigczenia czesci pomiarowej z analizatorem Keithley
4200A-SCS,

b) zestaw sond do precyzyjnych pomiaréw impedancyjnych C-V (Advanced Triaxal
Option 157-450),

c) igiet pomiarowych z wolframu (co najmniej 15 sztuk) o promieniu ostrza 25
mikrometrow, model PTT-250/4-25,

d) kamery (rozdzielczos¢ na poziomie 5 Mpix.) wraz z oprogramowaniem do montazu
na mikroskopie ztgczem typu C-mount.

e) gwarancja: minimalna 12 miesiecy.

Miernik Keithley 4200A-SCS jest w posiadaniu zamawiajgcego.
Czes¢ 2: Cyfrowy refraktometr o wielu dtugosciach fali.
Cyfrowy refraktometr o wielu dlugosciach fali — ilos¢ 1 sztuka

Zakres pomiarowy nie mniejszy niz: 1,33200 do 1,70000 nD przy 589 nm
Rozdzielczos¢ nie mniejsza niz: 0,00001 nD
Dokfadnosé nie mniejsza niz: + 0,0001 przy 20°C
Kontrola temperatury: Wewnetrzny elektroniczny termostat Peltiera
Umozliwiajgcy pomiar substanciji ciektych oraz ciat statych

Zakres temperatur: +18°C do +30°C
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Rozdzielczo$¢ temperatury nie mniejsza niz: 0,01°C

Dokfadnosé pomiaru temperatury nie mniejsza niz: 0,03°C

Zrodho $wiatta: LED

7 dyskretnych dtugosci fal inst.: 400, 450, 490, 545, 590, 660, 700 nm
Dokfadnos¢ diugosci fali co najmniej -/+ 2nm

Czujnik: matryca CCD o wysokiej rozdzielczo$ci z 2048 elementami
Pryzmat: szafirowy, odporny na zarysowania

Wyswietlacz: podswietlany LCD, 16 x 16 znakoéw, alfanumeryczny
Wyjscie danych: interfejs szeregowy/réwnolegty RS232 C oraz USB
Zasilanie: 90 — 240V, 48 — 62 Hz

Wymiary: Glowica pomiarowa nie wieksza niz: 250 x 210 x 210 mm
Jednostka elektroniczna nie wieksza niz: 225 x 360 x 110 mm
Waga nie wigksza niz: 8 kg

Spetniajgcy standardy: European and international Pharmacopoeia, various ASTM, ISO
and DIN.

Gwarancja minimalna 12 miesiecy.

Czes¢ 3: Profilometr mechaniczny stykowy z oprzyrzadowaniem.

Podstawowe parametry i funkcje techniczne profilometru mechanicznego =z
oprzyrzgdowaniem:

Pomiar topografii powierzchni metodg kontaktowg, mierzenie grubosci powioki,
chropowatosci, naprezen, defektéw, technologig profilometrii mechanicznej (stykowej).

Dtugos¢ skanowania do 55mm, z mozliwo$cig sklejanego zwiekszenia dtugosci skanowania
do 200mm.

Sita nacisku sondy pomiarowej od 1mg do 15 mg, regulowana z poziomu oprogramowania,
realizowana przez te samg gtowice pomiarowa.

Czutos¢ skanowania do 120 000 punktéw pomiarowych na linie skanowania.
Maksymalna grubos¢ probek do 50 mm.

Zakres pionowy skanowania 1 mm.
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Rozdzielczo$¢ 1 A w osi Z przy zakresie skanowania 6,55 uym.

Powtarzalno$¢é pomiaru wysokosci stopnia 4 A, 1 sigma.

Zmotoryzowany stolik X/Y, zapewniajgcy przesuw na dilugosci do 150mm ze
zmotoryzowana rotacjg w zakresie 0-360°.

Podcisnieniowy, mikroporowaty stolik prébek 2 cale (odpowiednio: 50 mm) wraz z pompg
prézniowa.

Ukfad optyczny do podgladu probki, wyposazony w kolorowg kamere o rozdzielczosci 3.1
Mpixel oraz zmienne powiekszenie.

Koncéwki pomiarowe o promieniu zaokraglenia 2 (2 szt) oraz 12,5 um (2 szt).

Wymiana igiet pomiarowych za pomocg uchwytéw z magnetycznym zabezpieczeniem,
pozwalajgcym na ich szybkg wymiane.

Prébka kalibracyjna o nominalnej wysokosci stopnia 4,5um.

Ostona srodowiskowa wykonana z materiatédw zgodnych z ESD zapewniajgca statyczne
warunki dla bardzo wymagajgcych aplikacji.

Wyposazenie profilometru w uktad aktywnej ochrony antywibracyjne;j.

Mozliwo$¢ rozbudowy profilometru o uktad umozliwiajgcy rozszerzenie sity nacisku sondy w
zakresie co najmniej od 0,03 mg do 15 mg regulowang z poziomu oprogramowania, ktora
jest realizowana przez te samg gtowice pomiarowa, umozliwiajgcg pomiar takze miekkich i
delikatnych materiatéw (np. warstwy polimerowe o grubosci ponizej 100 nm).

Przystosowanie do sieci 220/240 VAC.

Komputer stuzacy do rejestracji danych: procesor wielordzeniowy, minimum 4 GB pamieci
operacyjnej RAM 1600 MHz, dysk twardy minimum 500GB, karta sieciowa zintegrowana,
zainstalowany 64 bitowy system operacyjny, monitor o minimalnej przekatnej 24” LCD.

Komputer przenosny stuzgcy do analizy danych: procesor wielordzeniowy, minimum 16 GB
pamieci operacyjnej RAM, dysk twardy minimum 500GB, zainstalowany 64 bitowy system
operacyjny, karta sieciowa zintegrowana, modut LTE, ekran min. 14 cali, mechanicznie
odporna obudowa zewnetrzna.

Oprogramowanie umozliwiajgce sterowanie profilometrem w srodowisku 64-bitowym, ktére
bedzie wykonywac: zautomatyzowane pomiary wysokosci stopni, przeliczenia negatywnych
i pozytywnych przejs¢ oraz wyliczenia parametréw: Ra, Rq i Wa. W oprogramowaniu
wielkos¢ kursorow ma by¢é zmienna w zaleznosci od skomplikowania profilu.
Oprogramowanie ma posiada¢ mozliwos¢ filtrowania sygnatu w celu wyrdzniania
chropowato$ci, falistosci oraz analizowania podstawowych danych. Oprogramowanie ma
posiadac funkcjg automatycznego poziomowania wynikéw jak i opcje instalacji wers;ji off-
line na dowolnej liczbie komputerow.
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Instrukcja obstugi urzgdzenia i oprogramowania w jezyku polskim lub angielskim.

Wymaganie wykonania przed-instalacyjnej wizji w laboratorium w celu pomiaru poziomu
drgan.

Przeprowadzenie szkolenia z obstugi w jezyku polskim w wymiarze co najmniej 2-ch dni (2
dni po 8 godzin).

**Zamawiajgcy w odniesieniu do komputera stacjonarnego i monitora wystgpi do
Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT.

Czes$c¢ 4: Modul multi switch.

Przedmiotem zamdwienia jest przelgcznik specjalizowany Keithley 4200A-CVIV |-V/C-V
MULTI-SWITCH MODULE do przyrzadu Keithley 4200A-SCS — 1 sztuka.

Przetacznik specjalizowany umozliwiajgcy przetgczanie miedzy pomiarami I-V (prad-
napiecie) a C-V (pojemnosé¢-napiecie), bez koniecznosci wymiany przewodow
doprowadzajgcych od poszczegolnych modutdw pomiarowych przyrzgdu Keithley 4200A-
SCS, realizowanych za pomocg modutdw SMU (Source-Measure Unit) do pomiaréw prad-
napiecie lub CVU (Capacitance-Voltage Unit) do pomiaréw pojemnosci przy réznych
napieciach.

Gwarancja minimalna 12 miesiecy.

Przyrzad Keithley 4200A-SCS jest w posiadaniu zamawiajacego.



